
Streut man MeV-Ionen an einem Festkörper und spektroskopiert die Energien der gestreuten Ionen bzw. die von ihnen 

herausgestoßenen Atome, so liefert dies zwei bekannte Analysenverfahren: Rutherford-Rückstreuspektoskopie (RBS) 

und Ionenrückstoßanalyse (ERDA). Beide Methoden sind elementspezifisch, quantitativ und tiefenaufgelöst. Mit einem 

am MPI für Metallforschung aufgebauten elektrostatischen Spektrometer lassen sich mit diesen Methoden 

Tiefenauflösungen im Atom-Monolagenbereich erzielen, womit sich hervorragend verschiedenerlei 

Oberflächenphänomene untersuchen lassen.

Im Vortrag werden zunächst kurz das Spektrometer und sein Einsatz für hochaufgelöstes RBS und ERDA  erläutert 

sowie an Hand einiger Beispiele sein Auflösungsvermögen demonstriert. Der zweite Teil des Vortrag beschäftigt sich 

neben der Analyse von sub-nano-Schichten wie der Auflösung einzelner Atomlagen in Graphit oder den Vorgängen bei 

der Abscheidung von Co auf Si (100) mit diversen Oberflächenphänomenen. Beispiel sind die anisotrope Oxidation von 

Metalloberflächen, die Schichtbildung in dünnen Copolymerfilmen oder die Analyse von Oberflächen-

Phasenübergängen. Ein letzter Teil des Vortrags beschäftigt sich mit Umladungsphänomenen bei Ionenstreuung an 

Oberflächen.
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